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BESCHREfflUNG 

Verfahren und Schaltungsanordnung zum Selbsttest einer Referenzspannung in elektro- 
nischen Komponenten 

Die Erfindung betriflft ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zum Selbsttest 
5 einer Referenzspannung in elektronischen Komponenten. 

Integrierte Schaltkreise mussen im Herstellungsprozess, aber auch im Feldbetrieb, ge- 
testet werden, urn ihre korrekte Funktion zu gewahrleisten. Da exteme Testvorrich- 
tungen mit mancherlei Nachteilen verbunden sind, weil jeder Chip einzeln kontaktiert 
10 werden muss und eine spatere Chipprufung unter Einsatzbedingungen nicht mehr 

moglich ist, haben sich Prufschaltungen durchgesetzt, die in den Chip selbst integriert 
sind. Das Verfehren ist unter der Bezeichnung BIST ("Built-Ih-Self-Test") bekannt Mit 
dem BIST wird einem Chip ein geschlossenes Verfahren zur Identifikation von Fehlern 
bereitgestellt 

15 

Die Schaltkreise werden oftmals mit intern geregelten Spannungsquellen ausgerustet, 
die als Referenzspannungsquellen fur einen Vergleich mit Spannungen oder Strdmen 
innerhalb der integrierten Schaltung des Schaltkreises dienenu Diese 
Referenzspannungsquellen sollen gegeniiber Temperatureinfliissen und externen 

20 Stromversorgungseinrichtungen mit schwankenden Spannungen moglichst 

unempfindlich sein. Um die Einhaltung dieser Bedingungen zu testen, ist es bekannt, 
eine solche Referenzspannungsquelle mit einer externen Referenzspannung zu 
vergleichen. Dies hat den bereits oben fiir den BIST beschriebenen Nachteil, dass im 
Feldbetrieb des Chips eine Kontaktierung von auBen erfolgen mfisste, was mit einem 

25 auflerordentlichen Aufwand verbunden ware. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung fur einen Selbst- 
test der Referenzspannung anzugeben, der als On-Chip-Test ausgefuhrt werden kann, 
das heifit, fur den keine externe Referenzspannungsquelle benotigt wird 
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ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelost durch die Merkmale der Anspriiche 1 und 2. 

Danach wird die Referenzspannung einem spannungsabhangigen Oszillator zugefuhrt, 
5 dessen Ausgang den Eingang einer Wien-Robinson-Brucke bildet, deren 

Ausgangssignal in einem Phasendetektor hinsiclitlicli seiner Phasenverscbiebung 
gegenuber dem Eingang der Wien-Robinson-Brucke auf den Briickenabgleich der 
Wien-Robinson-Briicke uberpriift wird. Das Briickengleichgewicht ist auf eine 
Frequenz eingestellt, die in dem Oszillator bei dem gewahlten Nennwert der 
10 Referenzspannung die Phasenverscbiebung Null hat In diesem Fall erfolgt durch den 
Phasendetektor ein pass-Signal, anderenfalls ein fail-Signal. 

Eine zugehorige Schaltungsanordnung weist einen spannungsabhangigen Oszillator auf, 
dessen Ausgangsspannung an eine Wien-Robinson-Brucke gefuhrt ist, deren Ausgang 
1 5 den Eingang eines Phasendetektors bildet 

Die Erfindung soil anhand der zugehdrigen Zeichnungen naher erlautert werden. Es 
zeigen: 

20 Figur 1 das Prinzip des Selbsttestes an einem Blockschaltbild und 
Figur 2 den Aufbau der Wien-Robinson-Briicke. 

Der erfindungsgemaBe On-Chip-Referenz-Test beruht auf der Basis einer Wien- 
25 Robinson-Briicke W, die eine Frequenz misst. Um aus einer zu testenden Referenz- 
spannung U ref eine Spawning mit einer bestimmten Frequenz zu generieren, wird ein 
spannungsabhangiger Oszillator O eingesetzt, der aus der Referenzspannung U ref die zu 
testende Frequenz fx« generiert Die Abhangigkeit der Frequenz f^ des Oszillators von 
der Eingangsspannung muss eindeutig sein. Die Ausgange a und b der Wien-Robinson- 
30 Brucke werden dann uber einen Phasendetektor P miteinander verglichen. 
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Die Abgleichbedingungen fur die Wien-Robinson-Brucke lauten: 



R3\ RO 




= R2 




1 



VR1 



5 

Bei abgeglichener Brucke hat die Phase der Ausgangsspannung der Brucke einen Null- 
durchgang. Die Werte der Widerstande RO, Rl, R2, R3 und der Kondensatoren CO, CI 
der Wien-Robinson-Brucke werden deshalb so ausgewahlt, dass die 
Phasenverschiebung bei dem ausgewahlten Nennwert Urettest der Referenzspannung Uref 
1 0 Null ist. Der Phasendetektor uberpruft nun die Phasenverschiebung zwischen den 

beiden Ausgangen a und b der Wien-Robinson-Brucke. Aufgrund des Ergebnisses kann 
eine Aussage uber die Richtigkeit der getesteten Referenzspannung Uref getroflen 
werden. 

15 Das Ergebnis ist neben der zu testenden Referenzspannung Uref lediglich von den 
Werten der Bauelementen innerhalb des Oszillators und der Wien-Robinson-Brucke 
abhangig, die durch eine einmalige Eichung eingestellt werden konnen. Der Test ist 
somit unabhangig von auBeren Referenzspannungen. 



-4- 



PHDE030214 EP-P 



BEZUGSZEICHENLISTE 
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PATENTANSPROCHE 



1 . Verfehren zum Selbsttest einer Referenzspannung in elektronischen Komponenten 
dadurch gekennzeic hnet, 

dass die Referenzspannung (U re f) einem spannungsabhangigen Oszillator zugefuhrt 
wird, dessen Ausgang den Eingang einer Wien-Robinson-Brucke bildet, deren 
Ausgangs signal in einem Phasendetektor hinsichtlich seiner Phasenverschiebung 
gegenuber dem Eingang der Wien-Robinson-Brucke auf den Briickenabgleich der 
Wien-Robinson-Brucke bin uberpruft wird, deren Gleichgewicht auf eine Frequenz 
(fire£test) eingestellt wird, die in dem Oszillator bei dem gewahlten Nennwert (Urettest) 
der Referenzspannung (Oted erzeugt wird, und bei vorhandenem Briickenabgleich ein 
pass-Signal, anderenfalls ein fail-Signal erzeugt wird. 

2. Scbaltungsanordnung zum Selbsttest einer Referenzspannung (U re ^) in elektronischen 
Komponenten, 

dadurch p eVennreicTme^ 

dass sie einen spannungsabhangigen Oszillator aufweist, dessen Ausgangsspannung an 
eine Wien-Robinson-Briicke gefuhrt ist, deren Ausgang den Eingang eines Phasen- 
detektors bildet, wobei das Bruckengleichgewicht auf eine Frequenz (Qref.test) eingestellt 
ist, die in dem Oszillator bei dem gewahlten Nennwert (U^itest) der Referenzspannung 
(U re £) erzeugt wird und der Ausgang des Phasendetektors bei Oberschreiten eines 
Schwellwertes ein fail-Signal, anderenfalls ein pass-Signal erzeugt. 
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ZUSAMMENPASSUNG 

Verfahren und Schaltungsanordnung zum Selbsttest einer Referenzspannung in elektro- 
nischen Komponenten 

Um ein Verfahren zum Selbsttest einer Referenzspannung in elektronischen 
5 Komponenten zu schaffen, mittels dem eine Schaltungsanordnung fiir einen Selbsttest 
der Referenzspannung angegeben wird, der als On-Chip-Test ausgefuhrt werden kann, 
das heiBt, fiir den keine externe Referenzspannungsquelle benotigt wird, ist vorgesehen, 
dass die Referenzspannung (U re f) einem spannungsabhangigen Oszillator zugefuhrt 
wird, dessen Ausgang den Eingang einer Wien-Robinson-Briicke bildet, deren 

10 Ausgangssignal in einem Phasendetektor hinsichtlich seiner Phasenverschiebung 
gegeniiber dem Eingang der Wien-Robinson-Briicke auf den Briickenabgleich der 
Wien-Robinson-Briicke hin uberpruft wird, deren Gleichgewicht auf eine Frequenz 
(Attest) eingestellt wird, die in dem Oszillator bei dem gewahlten Nennwert (tWtest) 
der Referenzspannung (Uted erzeugt wird, und bei vofhandenem Briickenabgleich ein 

1 5 pass-Signal, anderenfalls ein fail-Signal erzeugt wird. 

Fig. 1 
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